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Deposicéo de filmes finos de Ti-Zr pelas técnicas DCMS e HiPIMS
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O titdnio e suas ligas tém surgido como uma excelente alternativa para a aplicacdo no campo
biomédico devido as suas excelentes propriedades mecénicas, resisténcia a corrosédo, baixa
densidade e elevada biocompatibilidade. Existem muitas ligas a base de titanio que possuem
elementos toxicos em sua constituicdo, incrementados para melhorar suas propriedades,
entretanto causam problemas ao corpo onde sdo implantados. A fim de evitar esses problemas
filme finos podem ser aplicados, ja que possuem a funcdo de proteger ou modificar as
propriedades da superficie, também conhecida como substrato. O uso de filmes finos a base de
titdnio, biocompativeis e sem a presenca de elementos téxicos pode criar uma barreira contra a
liberagdo de ions toxicos na corrente sanguinea e prolongar o uso de materiais implantados. As
amostras foram produzidas utilizando Magnetron Sputtering com a combinagdo das fontes
DCMS e HIiPIMS. Os alvos utilizados foram titanio (99,99% de pureza), fonte DCMS, e zirc6nio
(99,9% de pureza), fonte HiPIMS. A poténcia utilizada foi 150W em ambas as fontes e o
comprimento de pulso mantido em 50ps, para o caso da HiPIMS. Quatro amostras das ligas Ti-
Zr foram depositadas em diferentes frequéncias: 600Hz, 500Hz, 400Hz e 300Hz. Silicio puro foi
0 substrato utilizado, aquecido a 200 °C. O tempo de deposi¢cdo durou 60 minutos, com presséo
na camara do reator de 7,5x10-3 Torr. As amostras foram caracterizadas por meio de difracao
de raios X (DRX), microscopia eletrbnica de varredura (MEV) com EDS e Perfilometria. Os
resultados de DRX apresentaram comente dois picos de cristalinidade para todas as amostras,
com orientacao preferencial no plano (002). Uma das amostras, somente aquela desenvolvida a
600Hz, apresentou um pico adicional. Utilizando a equacéo de Scherrer, foi possivel estimar os
tamanhos de gréos das amostras e, com isso, observou-se que uma maior quantidade de titanio
pode aumentar as diferencas entre os tamanhos de grédo. Através do MEV, algumas particulas
de precipitados ricos em titanio foram observadas sobre a superficie de todas as amostras, em
menor quantidade na amostra Zr-36Ti (500Hz). Somente as amostras Zr 48Ti (600Hz) e Zr-43Ti
(300Hz) apresentaram existéncia de poros, com maior desvantagem para essa Ultima, com pior
morfologia. Também foi observado através dos resultados de Perfilometria e EDS das amostras
um aumento da densidade dos filmes finos inversamente proporcional a frequéncia.



